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Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Angewandte Lichttechnik
Messung und Darstellung
photometrischer Daten von Lampen und Leuchten
Teil 1: Messung

Lighting applications - Measurement and presentation Eclairagisme - Mesure et présentation des données
of photometric data of lamps and luminaires - Part 1: photometriques des lampes et des luminaires - Partie 1:
Measurement Mesurage

Dieser Européische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Er wurde vom CEN/TC 169/WG 7 erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europaische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder
gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfilllen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch,
Englisch, Franzosisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem
CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht
und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland,

Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwe-
gen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Kdnigreich.

CEN

Europaisches Komitee fiir Normung
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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Vorwort
Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde vom CEN TC 169 "Angewandte Lichttechnik” bearbeitet.

Der CIE wird fur thre Hilfe bei der Erstellung dieses Norm-Entwurfs gedankt. Die CIE ist die Internationale Beleuch-
tungs-Kommission. Wesentliche Teile dieses Norm-Entwurfs wurden aus CIE-Publikationen Ubernommen. Diese
Teile sind kursiv gedruckt und in FuBnoten wird durch Angabe der Publikationsnummer in eckigen Klammern [ ] auf
unverdnderte Zitate hingewiesen sowie auf bearbeitete Zitate in runden Klammern ( ).

Einleitung.

Far jeden Lichttechniker sind verlaBliche und genaue photometrische Daten eine grundlegende Voraussetzung fiir
die Planung einer guten Beleuchtungsanlage.

Diese Norm hat die Aufgabe, eine gemeinsame Basis flr europaische lichttechnische Verfahren zu schaffen, so daB3
eine Leuchte mit ihren zugehdrigen photometrischen Daten, die in einem Land erworben wurde, in anderen Léndern
direkt verglichen und gleichberechtigt eingesetzt werden kann.

Sie erhebt nicht den Anspruch, alleingliltig zu sein, sondern soll vielmehr ein Leitfaden fiir Verfahren sein, die sich,
wenn notwendig, auf die entsprechenden CIE-Publikationen, 1ISO- and CEN-Normen beziehen.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm legt generelle Methoden fir die Messung photometrischer Basisdaten fir die Lichtanwendung fest.

Ferner bestimmt sie die MeBvorschriften, die fir die Standardisierung der photometrischen Basisdaten bendtigt
werden und legt Einzelheiten des CEN-Datenformates flr den elektronischen Datentransfer fest.

Als jeweils wertvoll und eigenstandig wurde diese Norm in zwei Abschnitte geteilt: die Festlegung der Grundlagen
fur photometrische Messungen in Teil 1 sowie Uberprufungs- und Darstellungstechniken spezifischer Beleuchtungs-
anwendungen in Teil 2.

2 Normative Verweisungen

Diese europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikatio-
nen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert und die Publikationen sind
nachstehend aufgefithrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser
Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, wenn die Norm entsprechend geandert oder {iberarbeitet wird. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

prEN 12665 Angewandte Lichttechnik - Grundlegende Begriffe und Kriterien fur die Festlegung von Anforde-
rungen an die Beleuchtung v

CIE70 1987') The measurement of absolute luminous intensity distribution
CIE 84 1989') Measurement of luminous flux ‘
CIE 121 19961) The photometry and goniophotometry of luminaires

3 Definitionen und Einheiten
Fur die Anwendung dieser Norm gelten die Definitionen des Dokuments prEN 12665 und die folgenden:

3.1 Relativmessung:?) Eine Messung auf der Basis eines Verhaltnisses zweier GroBen mit gleicher Einheit
dargestelltin WI"kUI’lIChen Emhelten oder eine Messung in SI- Emhelten bezogen auf einen festgelegten Lampenlicht-
strom.

1) Die offiziellen CIE-Dokumente kénnen von den Nationalen Komitees der CIE oder vom CIE Zen-
tralbiro (Kegelgasse 27, A-1030 Wien, Osterreich) bezogen werden.

2) [siehe 2.3.2 von CIE 121] Documents
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3.2 Absolutmessung: Eine in Sl-Einheiten skalierte Messung.

3.3 Basisdaten: Photometrische und/oder geometrische Daten, die durch direkte Messung von einer einzelnen
Lichtquelle {Leuchte/Lampen) gewonnen wurden.

3.4 Abgeleitete Daten: Basisdaten, die weiter verarbeitet wurden.

3.5 Betriebswirkungsgrad: Verhaltnis des gesamten Lichtstromes einer Leuchte, gemessen unter festgelegten
Praxisbedingungen mit den zugehdrigen Lampen und Betriebsmitteln, zur Summe der einzelnen Lichtstrome dieser
Lampen bei Betrieb auBerhalb der Leuchte mit den gleichen Betriebsmittein unter festgelegten Bedingungen
{prEN 12665].

3.6 bezogene Lichtstérke: Alle Lichtstarken werden auf 1000 Lumen bezogen, als Einheit gilt cd/1 000Im.

4 Koodinatensystem
4.1 Aligemeines 3

Fur die Beschreibung der rdumlichen Lichtstdrkeverteilung einer Leuchte wird ein Koordinatensystem benétigt, in
dem die Richtungen der einzelnen Lichtstdrkemessungen festgelegt werden kénnen. Es wird ein Kugelkoor-
dinatensystem benutzt, dessen Ursprung im Lichtschwerpunkt der Leuchte fiegt.

Im Allgemsinen bescheibt das Koordinatensystem ein Ebenenblischel mit gemeinsamer Schnittachse. Die
Orientierung im Raum wird durch zwei Winkel beschrieben:

— dem Winkel zwischen der Ursprungshalbebene und der Halbebene der betrachteten Richtung;
— dem Winkel zwischen der Schnittachse und der betrachteten Richtung oder dem Komplementédrwinkel.

Die Ausrichtung dieses Systems mit Bezug auf die erste (Referenz-) Achse und auf die zweite (Hilfs-) Achse der
Leuchte (siehe Bild 1) wird bei besonderer Betrachtung des Leuchtentyps, des Lampentyps, der Aufhdngeart der
Leuchte und ihrer Anwendung ausgewdhlt, um genauere Messungen zu erzielen oder nachfolgende Beleuchtungs-
berechnungen zu vereinfachen.

In der Praxis werden die Mdglichkeiten auf eine begrenzte Anzahl von Richtungen beschrénkt: die Schnittachsen

sollten entweder vertikal oder horizontal sein; im letzteren Fall soll die Schnittachse rechtwinklig zu oder (berein-
stimmend mit der zweiten Achse der Leuchte sein.

,r!-

1 ! A+
1) Photometrisches Zentrum \ L
2) Dritte Achse / N7 N
3)Zweite Achse | & o/ - ol
4) Erste Achse 2/ L = 24

s
/\3 1\4‘

Bild 1: Achsen einer Leuchte
4.2 MeBebenen

Im Aligemeinen wird die Lichtstarkeverteilung einer Leuchte in verschiedenen Ebenen gemessen. Von der Vielzahl
der méglichen MelBsysteme haben sich drei Systeme besonders bewéhrt. 4)

Die Lage der ersten und der zweiten Achse muB3 vom Hersteller oder dem Photometrielabor festgelegt werden.

ANMERKUNG: Ist die Lichtaustrittsflache nicht definiett oder ist sie gekrimmt, solite die Beziehung zwischen
Photometrieachse und einem konstruktiven Merkmal der Leuchte angegeben werden, z. B. die Gebrauchs-
lage bei StraBenleuchten, die erste Achse relativ zur Frontscheibe bei Scheinwerfern oder die erste Achse
relativ zur Anbauflache bei Deckenanbauleuchten.

%) [siehe 3.3 von CIE 121]

4) [siehe 3.4 von CIE 121) Documents
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4.2.1 A-Ebenen %)

Die Gesamtheit der A-Ebenen (Bild 2) ist das Ebenenbuschel, dessen Schnitigerade (Polarachse) durch den
Lichtschwerpunkt geht und senkrecht zu der Ebene steht, welche die erste und zweite Achse der Leuchte beinhaltet.

ANMERKUNG: Das A-Ebenensystem ist fest gekoppelt mit der Lichtquelle und folgt somit der Neigung der
Lichtquelle, wenn die Leuchte geneigt wird. Die erste Achse ist meistens die Achse, die durch den Licht-
schwerpunkt geht und senkrecht zur Lichtaustrittsfidche steht, Die zweite Achse ist Ubereinstimmend mit der
Léngsachse der Lichtaustrittsfliche (falls vorhanden) oder mit der LeuchtenanschiuBBachse.

4.2.2 B-Ebenen %)

Die Gesamtheit der B-Ebenen (Bild 3) ist das Ebenenblischel, dessen Schnitigerade (Polarachse) durch den
Lichtschwerpunkt geht und mit der zweiten Achse der Leuchte Ubereinstimmt.

ANMERKUNG: Das B-Ebenensystem ist fest gekoppelt mit der Lichtquelle und folgt somit der Neigung der
Lichtquelle, wenn die Leuchte geneigt wird. Die erste Achse ist meistens die Achse, die durch den Licht-
schwerpunkte geht und senkrecht zur Lichtaustritisflache steht. Die zweite Achse ist (ibereinstimmend mit der
Querachse der Lichtaustrittsfldche (falls vorhanden) oder mit der LeuchtenanschluBachse.

4.2.3 C-Ebenen’)

Die Gesamtheit der C-Ebenen (Bild 4) ist das Ebenenbiischel, dessen Schnittgerade (Polarachse) die Vertikale
durch den Lichtschwerpunkt ist.

ANMERKUNG: Das C-Ebenensystem ist im allgemeinen raumfest und folgt somit nicht der Leuchtenneigung.
Die Schnittgeraden der C-Ebenen stehen nur bei ungeneigten Leuchten senkrecht zu den Schnittgeraden der
A- und B-Ebenen. Sie mu3 somit nicht notwendigerweise mit der ersten Achse der Leuchte bereinstimmen.
Die erste Achse ist in der Regel die Achse, die durch den den Lichtschwerpunkt geht und senkrecht zur
Lichtaustrittsfldche steht,

4.2.4 Zusammenhinge %)
In jedem Ebenensystem wird eine Richtung durch zwei Winkel beschrieben:

~ einen Winkel in der Ebene o, B und y (alpha, beta, gamma);
— einen Orientierungswinkel der Ebene A, B oder C.

Die Winkel o. (oder B) in einer A-Ebene (oder B-Ebene) werden bis + 180° zwischen der senkrechten und der
Schnittachse der A-Ebenen (oder B-Ebenen) gemessen. Die 0°-Richtung der AO0-Ebene (oder BO-Ebene) ist
gewdhnlich identisch mit der ersten Achse der Leuchte. Die Orientierungswinkel der A- und B-Halbebenen werden
von 0° bis + 180° gezédhit. Die A- oder B-Halbebene als 0°-Ebene beinhaltet die erste Achse und ist senkrecht zur
zweiten Achse der Leuchte (A-Ebene) oder beinhaltet die zweite Achse der Leuchte (B-Ebene).

Die Winkel gamma in einer C-Ebene werden bis = 180° zwischen der Senkrechten und der Schnittachse der C-
Ebenen gemessen. Diese Achse muf3 nicht notwendigerweise mit der ersten Achse der Leuchte (ibereinstimmen,
wenn die Leuchte geneigt ist. Die C-Halbebene als 0°-Ebene beinhaltet gewdhnlich die Hilfsachse der Leuchte. Die
anderen Halbebenen werden bis 360° gezahlt, gemessen von der 0°-Halbebene im Gegenuhrzeigersinn, von oben
auf die Leuchte gesehen.

%) [siehe 3.4.1 von CIE 121]
6) [siehe 3.4.2 von CIE 121}

7y [siehe 3.4.3 von CIE 121]

8) [siehe 3.4.4 von CIE 121] Documents
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Die Umrechnungsgleichungen in Tabelle 1 gelten fir die oben genannten Winkel.

Tabelle 1: Umrechnungsgleichungen fiir Ebenensysteme

Orientierung Zur Umrechnung von Winkeln
vorgegeben benétigt flr Ebenen far Winkel
A o B, B tgB = tga/cosA sinB = sinA-cosa
A o C.vy tgC = tga/sin A cosy = COSA-cosa
B, B Ao tgA = tgl3/cosB sina = sinB-cosB3
B, B C,y tgC = sinB/tgB3 cosy = cosB-cosf3
C,y A o "tgA = cosC-igy sina = sinC-siny
C.y B, B tgB = sinC-gy sinB = cosC-siny

1) Polarachse des Photometers
2) Erste Achse der Leuchte

3) Zweite Achse der Leuchte
4) Dritte Achse der Leuchte

Full document details: E DIN EN 13032-1:1998-01
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1) Polarachse des Photometers
2) Erste Achse der Leuchte

3) Zweite Achse der Leuchte
4) Dritte Achse der Leuchte

Bild 3: Orientierung der B-Ebenen

1) Polarachse des Photometers
2) Erste Achse der Leuchte
3) Zweite Achse der Leuchte

4) Dritte Achse der Leuchte /
2

s

Bild 4: Orientierung der C-Ebenen
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5 Anforderungen an das MeBlabor
5.1 Allgemeines °)

Die Aufgabe einer photometrischen Messung besteht darin, die Eigenschaften der Leuchte mit angemessenen
Gerédten und Verfahren unter standardisierten Priifbedingungen zu messen, die zwischen den Laboratorien
vergleichbar sind und die den typischen Belriebsbedingungen so nahe wie méglich kommen, fur die die Leuchte
entwickelt wurde.

Photometrische Messungen von Leuchten missen gemél3 den Vorgaben ausgefiihrt werden, die in diesem Abschnitt
angegeben sind. Messungen sollen unter allen relevanten Testbedingungen durchgefiihrt werden

Die Leuchte muB deutlich gekennzeichnet sein, um eine leichte Identifizierung wahrend der Plifung zu erméglichen.

Wenn es nicht méglich ist, eine bestimmte Testbedingung einzuhalten, muB3 fir die Messung ein Korrekturfaktor
angegeben werden (siehe Abschnitt 5.7).

Wenn die Bedingungen bei Betrieb der Leuchte nicht mit mit den Testbedingungen Ubereinstimmen, muf3 ein
Korrekturfaktor fir diese Betriebsbedingung bestimmt werden (siehe Abschnitt 5.7). Die Dokumentation der
MeBergebnisse muf3 sich auf die Testbedingungen nach dieser Norm beziehen und alle Korrekturfaktoren fir
spezielle Betriebsbedingungen miissen angegeben werden.

Da es in der Regel nicht méglich ist, wahrend der photometrischen Messungen einer Lampe oder Leuchte die
Umgebungstemperatur und die Luftbewegung in deren Umgebung konstant zu halten, sollten Kontrollen durchge-
fuhrt werden, um sicherzustellen, daf3 die Laborbedingungen zufriedenstellend sind.

Wenn der Lichtstrom einer Lampe oder Leuchte durch Anderungen der Umgebungstemperatur oder durch Luftbewe-
gung beeinfluBt wird, sollten besondere Vorkehrungen getroffen werden. Ublicherweise sind diese Vorkehrungen nur

bei der Messung von Leuchtstofflampen oder Leuchten mit solchen Lampen erfordetlich, sie kénnen aber auch bei
Messungen anderer Entladungslampen von Bedeutung sein.

5.2 Testbedingungen

5.2.1 Testraum

MeBort: Eine Leuchte muB3 in einer Umgebung gemessen werden, die so beschaffen ist, daf3 der Photometerkopf,
der soweit wie mogllch von der Leuchte entfernt ist, nur direkt Licht von der Leuchte oder gezielt Licht (iber eine
Spiegelung erhélt. ) Das Streulicht muf3 gemaf den Anforderungen in Anhang A minimiert werden.

5.2.2 Testspannung 11)

Die Testspannung an den AnschluBklemmenkontakten muf3 der Lampennennspannung oder, falls vorhanden, der
Nennspannung des verwendeten Vorschaltgerétes entsprechen.

Die Spannung muf3 in Ubereinstimmung mit den Angaben der Tabelle 2 eingestellt werden.

5.2.3 Anderung der Umgebungstemperatur 12)

Die mittlere Umgebungstemperatur T, muB wahrend der Messung der Lampe oder Leuchte (25 + 1)°C betragen.
Je nach Lampentyp kénhnen groBere Abwelchungen zugelassen werden, wie in Tabelle 2 angegeben. Wenn die
Temperatur, fir die der Lichtsirom einer Leuchtstofflampe veréifentlicht ist, von 25°C abweicht, muf3 ein Korrekiur-
faktor, der vom Lampenhersteller angegeben wird, vom Laboratorium angewendet werden.

%) [siehe 4.1 und 4.3 von CIE 121]
10y [siehe 4.2.1 von CIE 121]

1y [siehe 4.2.5 von CIE 121]

12) [siehe 4.3.1 von CIE 121] , Documents
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Fur photometrische Messungen, die nicht in Ubereinstimmung mit der mittleren Umgebungstemperatur durchgefuhrt
werden, mussen Korrekturfaktor ermittelt und auf die individuellen MeBwerte angewandt werden.

5.2.4 Luftbewegung 13)

Luftbewegung um die frei brennende Lampe oder Leuchte wéhrend der Messung wird die Betriebstemperatur einiger
Lampenarten verringern und dabei ihren Lichtstrom verdndern. Die Luftbewegung kann durch Luftzug, Klimatisierung
oder Bewegung der Leuchte im Photometer hervorgerufen werden.

In der ndheren Umgebung der Leuchte darf die Geschwindigkeit der Luftbewegung 0,2 m/s nicht (ibersteigen.

- 5.2,5 Lampenstabilisierung

Die Messung darf nicht begonnen werden, bevor sich die Leuchte oder Lampe photometrisch stabilisiert hat (siehe
Tabelle 2). Am Ende der Messung (und regelm&Big wahrend einer langeren Testreihe) sollte die Ausgangsposition
wieder eingestellt werden (z. B. der 0°-Héhenwinkel in einem Goniophotometer), um zu prifen, ob die anfanglichen
photometrischen MeBwerte innerhalb = 1% reproduzierbar sind.

5.3 Elektrische Stromversorgung '%)

5.3.1 Stromversorgung: Die Stromversorgung muB3 fiir die angeschlossene Last reichlich bemessen sein, ins-
besondere muB3 sie einschlieBlich der Hilfstransformatoren einen sehr niedrigen Innenwiederstand aufweisen.

5.3.2 Stabilitit der Versorgungsspannung: Die Spannung an den AnschluBklemmen der Leuchte und den
Lampen muB eingestellt und konstant gehalten werden. Die Abweichungen missen innerhalb der Vorgaben der
Tabelle 2 liegen.

5.3.3 Frequenz der Wechselspannng: Die Frequenz der Wechselspannung fur die Versorgung von Leuchten mit
Entladungsiampen muB innerhalb von 0,1 % der erforderlichen Frequenz konstant gehalten werden.

ANMERKUNG: Gegebenenfals kann ein Frequenzstabilisator erforderlich sein.

5.3.4 Kurvenform der Wechselspannung: Der harmonische Anteil der Wellenform einer Wechselspannungs-
versorgung mui3 so niedrig wie méglich sein und darf nicht mehr als 3 % der Grundschwingung betragen. Diese
Forderung kann jedoch abgeschwécht werden, wenn nur Leuchten mit Glithlampen zu messen sind.

ANMERKUNG: Der harmonische Anteil ist das geometrische Mittel der individuellen harmonischen Schwin-
gungen, wobei die Grundschwingung als 100% angegeben wird.

5.3.5 Welligkeit der Gleichspannung: Bei Verwendung von Gleichspannung darf die Wechselspannungskom-
ponente an den AnschluBkontakten der Leuchte nicht mehr als 0,5% betragen.

5.3.6 Elektromagnetisches Feld: Die elekirischen und photometrischen Mefgerédte dirfen durch das elek-
tromagnetische Feld nicht beeinfluBt werden, das durch die elektrische Stromversorgung, durch die Betriebsgeréte
der Leuchte oder der frei brennenden Lampe verursacht wird.

5.4 Messungen der Lichtstirkeverteilung

Die Lichtstarken, die eine Leuchte in verschiedene Richtungen aufweist, werden mit einem Goniophotometer
gemessen und Ublicherweise in Candela pro 1000 Lumen angegeben.

Fur einige Lichtstarkeverteilungen kann jedoch ein Multiplikator verwendet werden, z. B. fiir Leuchten mit sehr hohen
oder sehr niedrigen Lichtstérken.

ANMERKUNG: Anleitungen flr die Messung von Lichtstarkeverteilungen sind in der CIE Publikation 70
angegeben.

13) [siehe 4.3.2 von CIE 121]

14) [siehe 4.5.1 von CIE 121] Documents
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5.5 Lichtstrommessungen
Lichtstrommessungen an Leuchten und Lampen sind notwendig, um den Betriebswirkungsgrad zu ermitteln.

Der Lichtstrom der Leuchte und der Lampen wird Ublicherweise durch Integration der Lichtstarken bestimmt. (siehe
CIE-Publikation 84}, wobei fir beide Messungen das gleiche Photometer verwendet wird. Fiir die Lichistrommes-
sungen an frei brennenden Lampen kann ein integrierendes Photometer eingesetzt werden.

Wenn ein integrierendes Photometer, kugelférmig oder in einer anderen Form, fir Wirkungsgradmessungen
verwendet wird, muB sichergestellt sein, daf3 sich die relative Lichistarkeverteilung der Lampe und der Leuchte nicht
wesentlich unterscheiden. Dies ist durch Vergleich der Ergebnisse des Integrators mit denen eines Photometers zu
Uberprifen, das den Anforderungen des Abschnittes 6 entspricht. Die Werte des Betriebswirkungsgrades, die mit
den beiden Methoden ermittelt wurden, diirfen sich nicht mehr als + 2% unterscheiden.

5.6 Leuchtdichtemessungen

Die folgenden Verfahren missen verwendet werden, wenn entweder die mittlere Leuchtdichte einer Leuchte oder
eine bestimmte Punktleuchtdichte gemessen werden soll:

a) Die mittlere Leuchtdichte einer Leuchte in einer bestimmten Richtung oder in einer Anzahl von Richtungen:
Die Leuchtdichte wird aus dem Verhdltnis der Lichtstarke, gemessen mit einem Goniophotometer, und der
projizierten Flache der Lichtaustritiséifnung errechnet.

b) Die Leuchtdichte einer festgelegten, kleinen leuchtenden Fléche in einer bestimmten Richtung: Normalerweise
wird die Leuchtdichteverteilung der Leuchte abgetastet, um die maximale Leuchtdichte in einer bestimmten
Richtung zu ermitteln. Die Messung kann entweder mit einem Goniophotometer oder einem Leuchtdichtemesser
durchgefiihrt werden. Die orthogonal projizierte GroBe und Form der kleinen leuchtenden Flache soll der
Anwendung der Leuchte angemessen sein.
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Tabelle 2

Bedingungen Glithlampen Leuchtstofflampen Quecksilberdampf- Halogenmetall. Natriumdampfnieder- Natriumdampfhoch-
lampen Dampflampen drucklampen drucklampen
Toleranz der +0,1% +0,5% +0,2% +0,2% +0,5% +0,2%
Versorgungspannung
Reproduzierbarkeit der +1% +2% +2% +2% +2% +2%
Lichtstrommessung
Alterung 1 h oder 1% der Le- 100 h, in 24 h 8 mal 100 h, alle 6 h 15 min | 100 h in der Brennlage, | 100 h, alle 6 h 15 min 100 h, alle 6 h 15
bensdauer, wenn sie mindestens 10 min lang lang ausschalten die flir die Messung lang ausschalten min lang ausschal-
kieiner 100 h ist ausschalten verwendet wird ten
Brennlage Vertikal, Sockel nach Horizontal oder wie vom Her- Vertikal, Sockel nach Wie vom Hersteller Horizontal oder wie Horizontal oder wie
oben oder wie vom Her- steller angegeben oben oder wie vom angegeben vom Hersteller angege- vom Hersteller
steller angegeben Hetsteller angegeben ben angegeben
Umgebungstemperatur (20 bis 27)°C + 3°C 25°C + 1°C {20 bis 27)°C + 3°C (20 bis 27)°C = 3°C (20 bis 27)°C + 3°C (20 bis 27)°C = 3°C
Bemerkungen Einseitig gesockelte Lampen

kénnen 15 h bendtigen, einsei-

tig gesockelte Lampen mit inte-

griertem Vorschaltgeréat bis zu
4h

Fir jede Brennlage

sollten verschiedene

Lampen vorbereitet
und aufbewahrt werden

Im warmen
Zustand nicht
bewegen, vorsichtig
behandeln
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5.7 Photometrische Faktoren
Es gibt drei Arten photometrischer Faktoren:

a) MeBkorrekturfaktoren: Sie werden verwendet, um Abweichungen von Temperatur und MeBposition zu
beriicksichtigen, wenn es nicht mdglich ist, eine Leuchte oder eine frei brennende Lampe im Labor unter
Testbedingungen zu messen. Die MeBwerte milssen vor der Erstellung eines Mef3berichts korrigiert werden; die
urspringlichen MeBwerte missen im Labor verbleiben.

b) Betriebsumrechnungsfaktoren: Sie werden verwendet, wenn die Betriebsbedingungen von den Test-bedingun-
gen abweichen. Sie werden im Labor gemessen, um Betriebsbedingungen berlicksichtigen zu kénnen.

c) Vorschaltgerate-Lichtstrom-Faktor: Der Faktor korrigiert die Werte einer Leuchte, wenn sie mit einem
Vorschaltgerat betrieben wird, dessen Eigenschaften vom Referenzvorschaltgerat abweichen. Er muf3 mit allen
photometrischen Daten angegeben werden.

Das Vorschaltgerat muB mit den elektrischen Anforderungen der entsprechenden IEC-Empfehlung libereinstimmen.
Die Einstellung des Vorschaltgerates (Lampenleistung unter Referenzbedingungen) muB innerhalb + 5% des Wertes
des entsprechenden Referenzvorschaitgerdtes liegen und solite représentativ fur die Serienproduktion des
Vorschaltgerates in Einstellung und Verlustleistung sein. Wenn das Vorschaltgerat auBBerhalb dieser Grenzen liegt,
muB ein Vorschaltgerate-Lichtstrom-Faktor eingefiihrt werden.

Ein Referenzvorschaltgerat muB mit den entsprechenden IEC-Anforderungen iibereinstimmen.

ANMERKUNG: Vorschaltgerate-Lichtstrom-Faktoren werden nicht auf Leuchten angewendet, deren Lampen
mit integrierten Vorschaltgerdten ausgestattet sind.

5.8 MeBleuchten '9)

Die Lampen missen gemafB der entsprechenden IEC-Publication gemessen werden und die dort genannten
Anforderungen erfillen. Wenn derartige Publikationen nicht existieren, missen die Daten der Lampen so gut wie
maéglich mit den Angaben des Lampenherstellers Ubereinstimmen.

Das eingebaute Vorschaltgerat ist fiir die Messung der Leuchte und der frei brennenden Lampe zu verwenden.
Wenn das Vorschaltgerat nicht eingebaut ist, ist der Typ des Vorschaltgerdtes mit dem Leuchtenhersteller
abzustimmen. Fir die Messung der Leuchte und der frei brennenden Lampe ist das gleiche Vorschaltgerat zu
verwenden.

Die Leuchte muf3 reprasentativ fiir die Serienproduktion des Herstellers sein.
Die Leuchtenspezifikation muf3 kiar und eindeutig identifizierbar sein.
Die Leuchte muB3 entsprechend den Anweisungen des Herstellers montiert sein.

Die Position des Lichtschwerpunktes einer Leuchte muB entsprechend den folgenden Abschnitten und unter Bertick-
sichtigung von Bild 5 bestimmt werden:

a) Leuchten mit im wesentlichen undurchsichtigen Seitenteilen: In der Mitte der Hauptlichtaustrittséffnung der
Leuchte (oder des streuenden / mit Prismen versehenen Teils, das diese Offnung abdeckt), wenn der Lampen-
raum im wesentlichen wei3 oder spiegelnd ist; Im Lichtschwerpunkt der Lampe, wenn sie auBBerhalb der Ebene
der Offnung sitzt oder wenn der Lampenraum im wesentlichen schwarz oder nicht leuchtend ist und kein
streuendes oder mit Prismen versehenes Teil die Offnung abdeckt.

b) Leuchten mit streuenden / mit Prismen versehenen Seitenteilen: Im Zentrum des Kérpers, der durch die
leuchtenden Fldchen gebildet wird; Im Lichtschwerpunkt der Lampe, wenn diese auBBerhalb dieses Korpers sitzt.

¢) Leuchten mit durchsichtigen Seitenteilen oder ohne Seitentgile: Im Lichtschwerpunkt der Lampe.

Bei Leuchten mit zwei oder mehreren Lampen (mit anndhernd gleichem Lichtstrom) liegt der Lichtschwerpunkt im
geometrischen Mittelpunkt der Lichtschwerpunkte der einzelnen Lampen.

Bei Leuchten, die von den oben beschriebenen Bauarten abweichen, muf3 der festgelegte Lichtschwerpunkt in den
verdffentlichten Daten angegeben werden.

15) (siehe 5.3.1 und 5.3.2 von CIE 121) Documents
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1) Leuchten mit undurchsichtigen Seitenteilen, Lampenraum im wesentlichen weif3 oder spiegeind

2) Leuchten mit undurchsichtigen Seitenteilen, Lampenraum im wesentlichen schwarz

3) Leuchten mit diffusen / prismatischen Abdeckungen

4) diffuses Material

5) Leuchten mit transparenten Seiten oder ohne Abdeckungen (immer im Lichtschwerpunkt der Lampen)
6) transparentes Material

ANMERKUNG: Die Lage des Lichtschwerpunkis wird durch die sich kreuzenden unterbrochenen Linien
angezeigt.

Bild 5: Lichtschwerpunkt von Leuchten

6 MeBtechnische Anforderungen
6.1 Allgemeine Hinweise
Photometrische Basisdaten von Leuchten werden durch direkte photometrische Messungen gewonnen. Um
verlaBiiche Daten zu erhalten, ist eine ausreichende Genauigkeit in allen Teilen der Datenerfassung erforderlich.
Dies betrifft drei unterschiedliche Bereiche:

— Messung einer photometrischer GroBe (im Allgemeinen Lichtstarke);

— Messung einer geometrischen Grof3e (z.B. Richtungswinkel, photometrische Abstande);
— Elekirische Messungen (z.B. Spannung, Strom, Leistung).
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